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Surface, interface & nanostructures T06-1157

station de diffraction sub-micronique (Ø250nm) en faisceau blanc (5-30keV) 

ligne CRG Française
BM32 de l’ESRF

Premier développement

Second développement

Augmentation précision position pics à 0.1 pixel
Évolution des positions relatives = déformation bi-axiale locale
Précision mesure déformation record à 1.1 10-5

Requis indispensable pour matériaux fragiles

Définition d’une mesure quantitative forme pics indépendant rotation → largeur intégrale 2D
Évolution élargissement dans domaine élastique avec profondeur → détermination épaisseur critique à 2.0±0.25 µm
Évolution élargissement relatif au domaine élastique avec l’effort → limite élastique couche 15.1±0.7 MPa
Plastification au même effort pour couche fragile et substrat rigide : injection dislocations traversantes couche→substrat
Classification des matériaux via leur facilité de plastification = pente

Mise en évidence de la répartition des fortes déformations
barrière→MWIR et encapsulation → LWIR

LWIR bien matché substrat, mais uniquement première moitié

Utilisation simultanée des deux développements sur les mêmes échantillons en 2023, analyse en cours
Recherche candidat thèse financée : anisotropies et déformations induites par dopage dans les photodiodes infrarouges de dernière génération

Détection IR bi-spectral LWIR/MWIR (LETI)

futur développement

Détection IR SWIR (LETI)
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